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MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invencién se refiere a aparatos y disposi~
tivos destinados a medir las diferencies del camino optico
por el procedimiento de laes interferencias luminosas y, por |
ejemplo, para fijar les posiciones absolutas 4 relativas de
le superficies 6 de los elementos de superficie.

En un aperato construido segin la presente invenei 6n,
8e separa la luz en dos haces que han seguido caminos opti-

cos iguales, mediante dos l4minas transparentes que tienen
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los espesores convenientes; en la cara de una de las léminas,
que estd enfrente de la otra ldmina, se coloca ume cepa fine
semi-reflectora. La luz transmitida por el sisteme separador
es refle jada por un espsjo y devuelta 8l sisteme de observa-
oibn. La luz reflejada por el sistems separador y devuelta
en ssntido inverso, se va areflejar sobre una superficie de
referencia, a le que no falta mds que une pequefia parte, de
preferencia central, del haz ineidente que vuelve a reflejar
en el sistema separador y vuelve de nuevo al sistema de ob-
servasién,

La superficie de refemncia debe tener un didmetro muy
ligeramente superior al didmetro de la zona iluminada,para
evitar la transmisién en el sistema de observaciédn de luz
parasita,

A titulo de e Jemplo.. no limitetivo, musstre la figura 1
la aplicacién de esta disposicién & un microinterferémetro
destinado bien a sefialar une superficie pulida, & bién pars
estudiar el acabado superficial. El objetivo microscopico
(1) apunta & una superficie iluminsda con la ayuda de un
dispositivo metalogrdfice corriente, por e jemplo por medio
de una lémina semi-transparente 4 por un prisma de reflexién
total, que no aparece en la figurea. El haz util de luz se
detemina por la pupila del objetivo del lado del objeto y
el campo del microscopio. Este campo es pare la meyorie de
los mieroscopios bastante pequefios delante de las dimensio-
nes de las lentes del objetivo,

&l sistema separadar este compuesto, por ejemplo, de
dos dl scos de superficies planas paralelas y pulidas del
mismo espesor, (3 y 4), pegadas siguiendo una superficie
pulide, y se cubre la supexrficie interior del disco 3, por
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ejJemplo antes de pegarlo con uma fina capa metdlica seml-re-
flectora {5) destinada a separar los dos heces, El haz trans-
mitido & travéds de la capa (5) se refleja en (2) sobre la su-
perficie examinada y vuelve al ob,jetivo‘. El hez refle jado por
la capa (5) viene a dar contra uns superficie reflestora per-
fectamente pulida (6), colocada delante de la lente frontal
del objetivo. Esta superficie puede ser, & bien un depdsito
me tdlico en la superficie frontal del objetivo, &6 bien una
pequefia pastilla metdlica no plena &4 esferica & de le forme
més damoda, Esta pastilla puede estar pegada sobre la super-
ficie del objetivo, Si los dos heces siguen dos ceminos opti-
cos igualss, se ven en el ocular frenj)as de interferencia di-
bujarse sobre la superficie examineda y seguir todos los de-
talles. Este dispositivo pemite pués, en particular, el exa-
men del acabado de superficies metdlicas, Permite tambien se-
flalar con una gran precisidn y sin c ontacto material la posi-
cién de una superficie pulida y de definir la orientacién de
esta superficie al dar el movimlento necesario a uno de los
elementos ouys posicién y orientaciédn definen el fenomeno
de interferencia, Se puede aplicar al estudio de:superfieies
muy pequefias. |

Un aparato de este tipo se puede utilizar tambien para
comprobar la domnstancia del indice de refraccidén de un liqui-
do transparente 6 para medir la digresién de este indice res-
pecto a un tipo medio que sirve de referencié. Para esto ms-
ta colocar, entre el objetivo y el sistema separador, el 1i-
quido de contraste y hacer pasar el lfquido examinsdo entre el
sistema separador y la superficie (2). Una variscidn del imndii-
ce se traducird en un desplazamiento de las fraenjas de inter-

ferencia, facil de medir, que permite calcularla facilmente,
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Este disposic ién se puede aplicar a la observecién de

70 materias transparentes y por ejemplo de preparaciones bio-
logicas, Basta para esto colocar le preparacibn que hay que
examinar en una supsrficie metditoa perfectamente pulida: -
las discontinuidades de las franjas de interferencias serén
debidas, puds, a las diferencias de los indices de les subs-

75 tancias atravesadas por la luz y haran aparecer asf, detalles
que 8e obtienen por los procedimient os habitusles, si es uni-
forme la absorcidn de la luz por las substancias examinades.

REIVINDICACIONES

Los puntece nuevos y de propia invencién que se presen-
- 80 tan para que sean objeto de reivindicacién, son:
1.~ Aparato 1nter:fer&netro caregteri zado por el hecho
de que lleve un separador de una cepa fina semi-reflectora,
en combinacidén con, por 1o menos, un dispositivo optico ade-
cuedo para pemitir la separacién de la luz en dos haces de
85 caminos substancialmente igueles, de manera que se pueden
hacer aparecer las interferencias en un sistema de observa-
eién apropiedo,
2,-aparato segin la reivindicacién 1, caracterizedo
por el hecho de que-lleva un objJetivo propio para dirigir
80 el haz de luz, que viene de uns fusnte luminosa epropiaeds,
hacia el sepamdor as{ como hacis una superficie que heya
que examinar, y a los dos haces de retorno se reciben en un
sistema de observacidn conveniente.
3.- Aparato segdn las reivimiicaciones 1 y 2 caracteri-
95 zado por el hescho de que se hece funel onsar Jjunto con la su-
perxficle semi-reflectora un espejo montado delante del ob-

Jetivo,
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4.-Aparato segin la reivindicacidn 1 y siguientes, carac-
terizado por €l hecho de que el espejo estd colocado en 1a
superficie exterior de la lente del objetivo haciendo fren-
te a la superficie reflectora.

5.-Aparato segin la reivindlcacién 1 y siguientes,carac-
terizado por el hecho due los dos haces de retorno se hscen
pasar de nuevo a travéds del obletivo y se observan en un
ogular, Y

6.~ »APARATO INTERFERUMETROw,-de conformided en un to-
do en lo éaencial y fines industrieles & lo descrito en la
precedente Memoria y grdficemente representado en las figu-
rag del adjunto plano para su mejor comprensibn,

Esta Memoria conste de CINCO hojJas, escritas o mecano-
grafiadas a doble espacio en 109 LINEAS y por una sola care,

Vadrid, 25 de Marzo de 1,950,

Por autorizacidn de la interesadea,
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Bseala Varioble
HMadrid, 25 Marzo 1550
Por cuborizaclon le 1la interesadg}
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